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(54) Title: TESTING DEVICE FOR MODULES 

(54) Bezeichnung: TESTVORRICHTUNG FUR MODULE 

(57) Abstract 

The invention relates to a testing device 
(34) for testing electronic modules (14) posi- 
tioned in the cavities (12) of a tray (10). Said 
modules comprise a board (16) with electric 
contact fields (24, 26) on an upper side (28) 
and a lower side (30) of said board (16), as 
well as electronic components (18) on at least 
one side of the board (16). The cavities (12) of 
the tray (10) present through holes (22) which 
extend from the upper to the lower side of the 
tray (10) and have locating edges (20) for the 
modules (14). The modules (14) rest on the 
locating edges (20) such that they leave areas 
(52) of the through holes (22) uncovered. The 
testing device (34) is provided with a test head 
(32) having first test contact elements (36) for 
contacting the contact fields (24) on the upper 
sides (28) of the modules (14) as well as second 
test contact elements (38). The test head (32) 
is positioned such that it faces the upper side 
of the tray (10). The device further comprises 
several contact deflection elements (42) which 
are arranged on the lower side of the tray (10) 

facing away from the test head (32). Said deflection elements comprise test contact elements (46) for contacting the contact fields (26) on 
the lower sides (30) of the modules (14) as well as contact fields (50) which are electrically connected to the test contact elements (46) for 
being contacted by the second test contact elements (38) of the test head (32). Each contact deflection elements (42) comprises a first part 
(44), which is arranged inside a through hole (22) of the tray (10) beneath the module (14) and carries the test contact elements (46), and a 
second part (48) which is positioned next to a module (14) within the uncovered area (52) of a through hole (22) of the tray (10) and has 
a surface which faces the test head (32) which is provided with the contact fields (50) of the contact deflection element (46). 
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(57) Zusammenfassung 

Die Testvorrichtung (34) dient zum Testen von in Aufnahmevertiefungen (12) eines Tray (10) angeordneten elektronischen Modulen 
(14) mit einer Platine (16) mit elektrischen Kontaktfeldem (24, 26) an einer Oberseite (28) und einer Unterseite (30) der Platine (16) und mit 
elektronischen Bauteilen (IS) auf zumindest einer Seite der Platine (16). Die Aufnahmevertiefungen (12) des Tray (10) weisen sich von der 
Oberseite bis zur Unterseite des Tray (10) erstreckende Durchgangsoffnungen (22) mit Auflagerandern (20) fur die Module (14) auf und die 
Module (14) ruhen unter Freilassung von Bereichen (52) der Durchgangsoffnungen (22) auf den Auflagerandern (20). Die Testvorrichtung 
(34) ist mit einem Testkopf (32) mit ersten Testkontaktelementen (36) zur Kontaktierung der Kontaktfelder (24) auf den Oberseiten (28) der 
Module (14) und mit zweiten Testkontaktelementen (38) versehen, wobei der Testkopf (32) der Oberseite des Tray (10) zugewandt angeordnet 
ist. Sie weist femer mehrere auf der dem Testkopf (32) abgewandten Unterseite des Tray (10) angeordnete Kontaktumlenkungselemente 
(42) auf, die Testkontaktelemente (46) zur Kontaktierung der Kontaktfelder (26) an den Unterseiten (30) der Module (14) und mit den 
Testkontaktelementen (46) elektrisch verbundene Kontaktfelder (50) zur Kontaktierung durch die zweiten Testkontaktelemente (38) des 
Testkopfes (32) aufweisen. Jedes Kontaktumlenkungselement (42) weist einen innerhalb einer Durchgangsoffnung (22) des Tray (10) 
unterhalb des Moduls (14) angeordneten, die Testkontaktelemente (46) tragenden ersten Teil (44) und einen zweiten Teil (48) auf, der 
neben einem Modul (14) innerhalb des freiliegenden Bereichs (52) einer Durchgangsoffnung (22) des Tray (10) angeordnet ist und eine 
dem Testkopf (32) zugewandte Oberseite aufweist, die mit den Kontaktfeldem (50) des Kontaktumlenkungselements (46) versehen ist. 
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Testvorrichtung fur Module 

Die Erfmdung betrifft eine Testvorrichtung flir in Aufhahmevertiefungen eines 
Tray angeordnete elektronische Module mit einer Platine mit elektrischen 
5 Kontaktfeldern an einer Ober- und einer Unterseite und mit elektronischen 
Bauteilen auf der Platine. 

Das Testen von elektronischen Modulen, also von mit Bauteilen besttickten 
Platinen, auf deren Funktionstiichtigkeit hin macht dann, wenn die Platine an ihrer 

10 Ober- und an ihrer Unterseite Kontaktfelder aufweist, die beidseitige 
Kontaktierung der Platine mittels Testkontaktelementen einer Testvorrichtung 
erforderlich. Der Aufbau der Testvorrichtung vereinfacht sich, wenn samtliche 
Testkontaktelemente von einer Seite, namlich entweder von der Ober- oder von der 
Unterseite des zu testenden Moduls gegen dieses gefahren werden konnen. Das 

15 wiederum setzt voraus, dafl die Kontaktfelder auf den den Testkontaktelementen 
abgewandten Seiten mittels eines Kontaktumlenkungselements elektrisch derart 
„verlagert" werden, dafi sie nun von der gleichen Seite wie die Kontaktfelder auf 
der den Testkontaktelementen zugewandten Seite kontaktiert werden konnen. Eine 
derartige Kontaktumleitungsvorrichtung ist aus DE-A-196 54 404 bekannt. Diese 

2 0 Vorrichtung ist jedoch nicht fur das Testen von auf einem Tray angeordnete 

Module geeignet. 

Der Erfmdung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Testvorrichtung fur elektronische 
Module zu schaffen, die das Testen einer Vielzahl dieser Module auf einem Tray 
25 erlaubt. 

Zur Losung dieser Aufgabe wird mit der Erfmdung eine Testvorrichtung fur in 
Aufnahmevertiefungen eines Tray angeordnete elektronische Module mit einer 
Platine mit elektrischen Kontaktfeldern an einer Ober- und einer Unterseite und mit 

3 0 elektronischen Bauelementen auf der Platine vorgeschlagen, wobei die 
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Aufnahmevertiefungen sich von der Oberseite bis zur Unterseite des Tray 
erstreckende Durchgangsoffhungen mit Auflagerandern fur die Module aufweisen 
und die Module unter Freilassen von Bereichen der Durchgangsoffhungen auf den 
Auflagerandern ruhen. Diese Testvorrichtung ist erfindungsgemaB versehen mit: 
5 - einem Testkopf mit ersten Testkontaktelementen zur Kontaktierung der 

Kontaktfelder auf den Oberseiten der Module und mit zweiten 
Testkontaktelementen, wobei der Testkopf der Oberseite des Tray 
zugewandt angeordnet ist, und 

mehreren auf der dem Testkopf abgewandten Unterseite des Tray 
1 0 angeordneten Kontaktumlenkungelementen, die Testkontaktelemente zur 

Kontaktierung der Kontaktfelder an den Unterseiten der Module und mit 
den Testkontaktelementen elektrisch verbundene Kontaktfelder zur 
Kontaktierung durch die zweiten Testkontaktelemente des Testkopfes 
aufweisen, 

15 - wobei jedes Kontaktumlenkungselement einen innerhalb einer 

Durchgangsoffnung des Tray unterhalb des Moduls angeordneten, die 
Testkontaktelemente tragenden ersten Teil und einen zweiten Teil 
aufweist, der neben einem Modul innerhalb des freiliegenden Bereichs 
einer Durchgangsoffnung des Tray angeordnet ist und eine dem Testkopf 

2 0 zugewandte Oberseite aufweist, die mit den Kontaktfeldern des 

Kontaktumlenkungselements versehen ist. 

Nach der Erfmdung sind die Kontaktumlenkungselemente derart ausgestaltet, daB 
sich jeweils ein Teil von ihnen innerhalb eines von den Modulen nicht iiberdeckten 

2 5 freigelassenen Bereichs der Durchgangsoffhungen des Trays befindet, wenn 

getestet wird. 

In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, daB samtliche 
Kontaktumlenkungselemente, die in die freigelassenen Bereiche der ihnen 

3 0 zugeordneten Durchgangsoffhungen der Aufnahmevertiefungen des Tray 
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eintauchen bzw. in diesen angeordnet sind, von einem gemeinsamen Tragerelement 
gehalten sind. ZweckmaBigerweise ist zum Kontaktieren der Kontaktfelder der 
Kontaktumlenkungselemente durch die zweiten Testkontaktelemente des 
Testkopfes das Tray in Richtung auf die Kontaktumlenkungselemente bewegbar, 
5 oder alternativ bzw. zusatzlich, sind die Kontaktumlenkungselemente in Richtung 
auf das Tray bewegbar. 

Schliefilich besteht eine weitere Alternative der Erfindung darin, daB die 
Kontaktumlenkungselemente Bestandteil des Testkopfes sind oder im Tray 
10 integriert sind. Im erstgenannten Fall wird dann ZweckmaBigerweise derjenige Teil 
des Testkopfes, der die Testkontaktelemente tragt, von der einen Seite und 
derjenige Teil des Testkopfes, der die Kontaktumlenkungselemente aufweist, von 
der anderen Seite an das Tray und damit an die in dessen Aufhahmevertiefungen 
angeordneten Module herangefahren. 

15 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnung, in der im Querschnitt der 
Aufbau einer Testvorrichtung dargestellt ist, naher erlautert. 

Auf einem Tray 10 mit mehreren Vertiefungen 12 sind eine Vielzahl von 
2 0 Speichermodulen 14 angeordnet. Jedes Speichermodul 14 weist eine Platine 16 mit 
einem oder mehreren Speicherbausteinen 18 auf. Die Speichermodule 14 liegen 
jeweils an drei Randern ihrer Platinen 1 6 auf den Randern 20 von 
Durchgangsoffnungen 22 der Vertiefungen 12 des Tray 10 auf Im Bereich der 
jeweils freibleibenden vierten Rander 23 der Speichermodule 14 befinden sich die 
2 5 elektrischen Kontaktfelder 24 und 26. Dabei befinden sich die elektrischen 
Kontaktfelder 24 auf den Oberseiten 28 der Module 14, wahrend die elektrischen 
Kontaktfelder 26 direkt unterhalb der Kontaktfelder 24 auf den Unterseiten 30 der 
Module 14 angeordnet sind. 
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Oberhalb des Tray 10 befmdet sich der Testkopf 32 einer Testvorrichtung 34, 
welcher zum Testen der Module 14 nach unten, das heiBt in Richtung auf das Tray 
10, verfahrbar ist. Der Testkopf 32 hat eine Vielzahl von ersten Kontaktelementen 
36 und eine Vielzahl von zweiten Kontaktelementen 38. In der Zeichnung ist der 
5 Testkopf 32 in durchgezogenen Linien in demjenigen Zustand dargestellt, in dem 
die ersten Testkontaktelemente 36 die Kontaktfelder 24 kontaktieren; in 
gestrichelten Linien ist die Situation gezeigt, in der der Testkopf 32 von dem Tray 
10 abgeriickt ist. Auf der dem Testkopf 32 abgewandten Seite des Tray 10, das 
heiBt in der Zeichnung unterhalb des Tray 10, ist ein Tragerelement 40 dargestellt, 

1 0 auf dem eine der Anzahl der Vertiefungen 12 und der Durchgangsoffhungen 22 des 
Tray entsprechende Anzahl von Kontaktumlenkungselementen 42 angeordnet sind. 
Jedes dieser Kontaktumlenkungselemente 42 ist im wesentlichen L-formig 
ausgebildet und weist einen ersten Teil 44 mit Testkontaktelementen 46 und einen 
vom ersten Teil 44 in Richtung auf das Tray 10 nach oben vorstehenden zweiten 

15 Teil 48 mit Kontaktfeldern 50 auf. Die Testkontaktelemente 46 der 
Kontaktumlenkungselemente 42 kontaktieren die Kontaktfelder 26 an den 
Unterseiten 30 der Module 14. In diesem Kontaktierungszustand befinden sich die 
vorstehenden zweiten Teile 48 der Kontaktumlenkungselemente 42 innerhalb der 
sich an die Rander 23 der Module 14 anschlieBenden freigelassenen Bereiche 52 

2 0 der Durchgangsoffhungen 22 der Vertiefungen 12 des Tray 10 und erstrecken sich 
durch diese hindurch, wobei ihre Kontaktfelder 50 in im wesentlichen der gleichen 
Hohe wie die Kontaktfelder 24 an den Oberseiten 28 der Module 14 angeordnet 
sind. Wenn sich die Kontaktumlenkungselemente 42 in diesem in der Zeichnung in 
durchgezogenen Linien dargestellten Zustand befinden, konnen durch Heranfahren 

2 5 des Testkopfes 32 die zweiten Testkontaktelemente 38 die Kontaktfelder 50 der 

Kontaktumlenkungselemente kontaktieren. Wie in der Zeichnung bei 54 
angedeutet, sind die Kontaktfelder 50 mit den Testkontaktelementen 46 elektrisch 
verbunden, so daB damit die zweiten Testkontaktelemente 38 des Testkopfes 32 
elektrisch mit den an den Unterseiten 30 der Module 14 befindlichen Kontaktfelder 

3 0 26 verbunden sind.JDamit lassen sich auch die an den Unterseiten 30 der Module 
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14 befindlichen Kontaktfelder 26 sozusagen von der Oberseite 28 der Module 14 
kontaktieren. 
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Anspruche 



Testvorrichtung (34) fur in Aufhahmevertiefiingen (12) eines Tray (10) 
angeordnete elektronische Module (14) mit einer Platine (16) mit elektrischen 
Kontaktfeldern (24,26) an einer Oberseite (28) und einer Unterseite (30) der 
Platine (16) und mit elektronischen Bauteilen (18) auf zumindest einer Seite 
der Platine (16), wobei die Aufhahmevertiefiingen (12) des Tray (10) sich 
von der Oberseite bis zur Unterseite des Tray (10) erstreckende 
Durchgangsoffnungen (22) mit Auflagerandern (20) fur die Module (14) 
aufweisen und die Module (14) unter Freilassung von Bereichen (52) der 
Durchgangsoffnungen (22) auf den Auflagerandern (20) ruhen, wobei die 
Testvorrichtung (34) versehen ist mit 

einem Testkopf (32) mit ersten Testkontaktelementen (36) zur 
Kontaktierung der Kontaktfelder (24) auf den Oberseiten (28) der Module 
(14) und mit zweiten Testkontaktelementen (38), wobei der Testkopf (32) 
der Oberseite des Tray (10) zugewandt angeordnet ist, und 
mehreren auf der dem Testkopf (32) abgewandten Unterseite des Tray 
(10) angeordneten Kontaktumlenkungelementen (42), die Testkontakt- 
elemente (46) zur Kontaktierung der Kontaktfelder (26) an den 
Unterseiten (30) der Module (14) und mit den Testkontaktelementen (46) 
elektrisch verbundene Kontaktfelder (50) zur Kontaktierung durch die 
zweiten Testkontaktelemente (38) des Testkopfes (32) aufweisen, 
wobei jedes Kontaktumlenkungselement (42) einen innerhalb einer 
Durchgangsoffnung (22) des Tray (10) unterhalb des Moduls (14) 
angeordneten, die Testkontaktelemente (46) tragenden ersten Teil (44) 
und einen zweiten Teil (48) aufweist, der neben einem Modul (14) 
innerhalb des freiliegenden Bereichs (52) einer Durchgangsoffnung (22) 
des Tray (10) angeordnet ist und eine dem Testkopf (32) zugewandte 
Oberseite aufweist, die mit den Kontaktfeldern (50) des 
Kontaktumlenkungselements (46) versehen ist. 
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Testvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Kontaktumlenkungselemente (42) von einem gemeinsamen Tragerelement 
(40) gehalten sind. 

Testvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Tray (10) in Richtung auf die Kontaktumlenkungselemente (42) bewegbar ist 
oder die Kontaktumlenkungselemente (42) in Richtung auf das Tray (10) 
bewegbar sind. 

Testvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Kontaktumlenkungselemente (42) in das Tray (10) integriert sind. 
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